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放射光 X 線散乱を利用したナノ構造体の解析法について学びます。表面 X 線回折に

よる結晶性ナノ薄膜の解析や、小角 X 線散乱を用いた非晶質ナノ粒子の解析などに

ついてその基本原理や特徴を概観するとともに、最先端の応用例を紹介します。 


